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(57) Abstract: The invention relates to a method of learning a knowledge-based database used in automatic defect classification. 
According to said method, the user is spared a series of entries as the system carries out an automatic learn mode, which requires a 
W reduced number of user entries. 

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite] 



WO 2005/006002 A2 lUIIIIIBilillllllillliHIinnillE 



CN, CO, CR. CU, CZ, DK, DM. DZ, HC, KU, EG, ES. FI, 
OB, GD, OH, Oil, GM, IIR, IIU, ID, IL. IN, IS, JP, KE, 
KO, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, 
MO. MK, MN, MW, MX. MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, 
PI I, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SO, SK, SL, SY, TJ, TM, 
TN. TR. IT, TZ, UA, UO, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM. 
ZW. 



(84) BesUmmungsstaatcn (soweit nicht anders angegeben, JUr 
jede verfUgbare reglonale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, 
Gil, OM, KH, LS, MW, MZ, NA, SD, SU SZ, TZ, UO, 
ZM, ZW), curasischcs (AM, AZ, BY, KO, KZ, MD, RU, 
TJ, TM), curopHischcs (AT, BE, BO, CI I, C Y, CZ. DR, DK. 
EE, ES, FI, FR, OB, GR, IIU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, 
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CP, CO, CI, CM, OA, 
GN. GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 

Erklfirungen gemfif) Kegel 4.17: 

— hlnslchtllch der Berechtlgung des Anmeiders, em Patent zu 
beantragen und zu erhalten (Regel 4A7 Ziffer II) Jtlr die 
folgenden Bestimmungsstaaten AE t AG, AL AM, AT, AU. 
AZ BA. BB, BG, BR, BW, BY, BZ. CA, CH. CN, CO, CR, 



CU, CZ. DK, DM, DZ. EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, 
Gil, GM. IIR, IIU, ID, IL IN, IS. JP, KE, KG, KP, KR. KZ. 
LC, LK, IJi, IS, LT, LU, LV. MA, MD. MG, MK, MN, MW, 
MX, MZ, NA, NI. NO. NZ. OM. PG. Pll, PL l*T, RO, RU, 
SC, SD, SE, SG, SK, SL SY, TJ. TM. TN, TR, TT, TZ, UA, 
UG, UZ. VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO Patent (BW, Gil, 
GM, KE, IS, MW, MZ, NA, SD, SL SZ, TZ. UG, ZM, ZW), 
euraslsches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 
europUisches Patent (AT, BE, BG, CI I, CY, CZ, DE, DK, EE, 
ES. FI, FR. GB. GR. IIU. IE. TT. LU. MC. NL PL IT. RO. 
SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, 
GN, GQ, GW, ML MR, NE. SN. TD. TG) 

— Erfindererkliirung (Regel 4. 1 7 Ziffer iv) nur JUr US 

VerttfTcnUlcht: 

— ohne internal ionalen Recherchenbericht und erneut zu ver- 
bffentlichen nach Erhalt des Berichts 

TZur Erkliirung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Es ist ein Verfahren zur zum Einlemen einer wissensbasierten Datenbasis fiir die automata sche Fehlerklas- 
sifikation offenbart. Den Benutzer werden eine Reihe von Eingaben abgenommen, da das System einen automatischen Lernmodus 
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fs| (57) Abstract: The invention relates to a method of learning a knowledge-based database used in automatic defect classification. 
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